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Beslut om inrattande av kursen
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2011-10-05 (Dnr FAK2 32:8), att gélla fran och med ht11.

KOD: 2FYS013

Forskarutbildningsamne/omrade
Fysik

Kursbendmning
Svepprobmikroskopi, Scanning Probe Microscopy

Hdogskolepoang
7,5 hp/ECTS

Undervisningssprak
Undervisning sker pa svenska eller engelska.

Utbildningsniva
Forskarniva

Malgrupp och behorighetskrav

Behorighetskrav ar att doktoranden &r registrerad pa en forskarutbildning, eller lagst har en
magisterexamen eller motsvarade, i ett naturvetenskapligt eller tekniskt &mne. Doktoranden
ska dessutom ha grundlaggande kunskaper i modern fysik.

Kursens mal

For godkand kurs skall doktoranden kunna:

- redogora for de grundlaggande tekniska forutsattningarna fér svepprobmikroskopi (SPM)

- redogora for den kvantmekaniska teorin for tunnling i sveptunnelmikroskopi (STM)

- ingdende redogora for olika matmetoder inom STM, inklusive tunnelspektroskopi, samt for
analys av data och artefakter i STM-experiment

- redogora for den fysikaliska grundvalen for svepkraftmikroskopi (SFM, dven bendmnt
AFM), déribland de olika krafter som &r relevanta i en SFM-maétning

- visa fordjupad kunskap om olika matmetoder inom SFM och relationen till de olika krafter



som paverkar matningarna, speciellt for de tre vanligaste matmoderna: kontaktmod, sa kallad
"tapping"-mod och icke-kontakt-mod samt om avancerad analys av data och artefakter vid
SFM-métningar

- redogora for olika typer av manipulering av atomer och nanostrukturer pa ytor med STM
och SFM

- Oversiktligt redogora for andra SPM-tekniker och deras anvandning

- redogora for en tillampning av SPM inom sitt eget forskningsomrade

- sjalvstandigt utfora métningar med ett SFM-instrument.

Kursens huvudsakliga innehall

Kursens behandlar moderna svepprobtekniker, framst sveptunnelmikroskopi och svepkraftmikroskopi,
avseende saval teori som praktik. Manga exempel pa anvandning av SPM-tekniker i aktuell forskning
och industri ges. Kursen innehaller en laborativ del med obligatorisk narvaro, samt en experimentell
projektdel. I kursen presenterar studenten aktuella forskningartiklar och sitt eget experimentella projekt i
seminarieform, samt granskar en annan students projektpresentation.

Kursmoment:

Grundlaggande experimentella och tekniska aspekter pa svepprobmikroskopi.

STM: Teori for STM. Matmetoder, uppldsning, tunnelspektroskopi, lagtemperatur-STM, inelastisk
tunnling, spinnpolariserad STM. Avancerad analys, elektroniska och atomaéra effekter, artefakter,
manipulering pa atomar niva.

SFM: Instrumentering for SFM, inkluderande sensorer fér kantileverns avbojning, spetspreparering.
Relevanta krafter for SFM. Matmetoder: statiska och dynamiska metoder, kontakt-, "tapping"- och icke-
kontaktmoder. Méatning av elektrostatiska och magnetiska krafter. Spektroskopi, avancerad analys och
artefakter i SFM. Oversikt 6ver manipulering och litografi med SFM.

Oversikt dver andra SPM-tekniker, bland annat scanning near-field optical microscopy (SNOM).

Kurslitteratur och évriga laromedel
Se separat dokument.

Examination

Examinationen sker i form av obligatoriska presentationer vid seminarier,
inldamningsuppagifter, muntlig eller skriftlig tentamen, samt skriftlig och muntlig redovisning
av ett experimentellt projekt. Vidare kravs godkant i kursens laborativa moment.

Kursintyg
Kursintyg erhalls pa begéaran av doktoranden.

Kvalitetsuppfoljning

Kursledningen ska framja en kontinuerlig dialog om larandeprocesser och maluppfyllande.
En skriftlig utvérdering genomfors vid kursavslutningen i kombination med en gemensam
diskussion av studenter och larares erfarenheter kring varje aspekt som kan framkomma.
Kursvarderingen sammanstalls av utférandeansvarig avdelning i enlighet med fakultetens
kvalitetsarbete och tillstalls Fakultetsndmnden senast terminen efter genomférd kurs.

Betyg
Kursen beddms enligt betygsskalan underkénd (U) eller godkénd (G).

Ovrigt



Litteraturlista

Kursbendmning: Svepprobmikroskopi, Scanning Probe Microscopy 7,5
hogskolepoang/ECTS (forskarniva)

Kursen faststélld av fakultetsnamnden vid Fakulteten for teknik- och naturvetenskap 2011-
10-05 (Dnr FAK2 32:8), att galla fran och med ht11.

Meyer, E., Hug, H. J. & Bennewitz, R.. Scanning Probe Microscopy. Upplaga 2004.
Springer-Verlag . ISBN 3-540-43180-2.



